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El grupo de crecimiento cristalino y

caracterizacion de semiconductores
(CreCYCSem) esta constituido por
investigadores del departamento de
Fisica Aplicada y Electromagnetismo
de la Universidad de Valencia, del
Instituto Jaume Almera (CSIC) de
Barcelona y del departamento de
Fisica Aplicada Il y Electricidad y
Electronica de la Universidad del Pais
Vasco.

La actividad investigadora del grupo
se centra en:

O Crecimiento cristalino de materiales
avanzados, tanto en volumen, como
en forma de capas y nanoestructuras,

mediante diferentes técnicas
(MOCVD, SP, PVT, THM,
Bridgman...)
0 Caracterizacion  morfolégica vy
estructural (SEM, HRTEM,
HRXRD...)

0 Caracterizacion de propiedades
fisicas, en particular de propiedades
Opticas y defectos.

OBJETIVOS de la Jornada

VNIVERSITAT

O Difusion de las actividades del
grupo.

0 Consolidacion y fomento de
colaboraciones cientificas.

0 Discusion del “estado del arte”
en lo referente a los métodos y

técnicas de obtencion y
caracterizacion de oxidos
avanzados.

B VALENCIA

18 Noviembre 2014
Manana

10:30 Saludo de bienvenida.
Prof. Vicente Mufioz Sanjosé.

Inicio de la Jornada Académica.

10:45 Estado del arte: Principales contribuciones
en los ultimos tres afios.

11:15 "Optical analysis of ZnMgO grown by spray
pyrolysis and the application to UV
photodetection”

D. Manuel Lopez Ponce

11:45 Pausay café

12:15 "ZnTe/ZnO junctions”
Na. Ade Huerta i Barbera

12:45 "ZnO/ZnMgO light polarization sensitive
photodetectors”
Dr. Adrian Hierro Cano

13:15 “Substructural characterization and defects
density determination by the modified
Williamson-Hall method”

Dra. Carmen Martinez Tomas

13:45 Comida

15:00 “Characterization of structural defects in
nanostructured materials by TEM.”
Dr. Said Agouram

15:30 “ZnMgO nano-structures grown by MOCVD:
first steps”
D. Lluis M. Guia Martin

16:00 “Growth and Characterization of Zn, ,Mg,O
thin films.”
D. Vicente Marin Borras

16.30 ““Structual and substructual investigation of
Zn,_,Mn,Te policrystalline films™
D. Oleksii klimov




